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Page 4 (Sommaire)

Remplacer le titre du paragraphe 8.2.22.2 par :

8.2.22.2 Mesures dans le domaine temporel

Page 82

Remplacer le texte du paragraphe 8.2.22.2 par le suivant:

8.2.22.2 Mesures dans le domaine temporel

8.2.22.2a) Fluctuation efficace de la fréquence relative
Objet

Mesurer la stabilité de fréquence a court terme d’un oscilia
(voir chapitre I, paragraphes 3.22 et 3.24 et le texte <

Circuit d’essai
Figures 30a, 30b et 30c, pages 20 et 21.

Méthode

En principe, les mesures de stabilité dany le emporel se font avec un oscillateur

les fonctions de répartition de leurs
némes. Puisque les processus de bruit se

er inférieures 4 la fréquence de coupure du filtre passe-bas). Ce
par des méthodes analogiques (telles que enregistreur a défilement
aleur efficace ou analyseur de spectre) ou bien par des méthodes du

es’mesures répétitives d’échantillons stockées pour analyse par calculateur.

on utilise cette méthode, il n’y a pas de temps mort introduit par le systéme de
mesure et 14 fluctuation relative efficace de fréquence est:

1

AF 1 1 M=
F, D = 3 F r[(M—l) )

1/2
2
) [[(p(tk+21') = Pu+n] — [P+ — (Ptk]] :I
ou:
M = nombre de mesures répétitives
7 = temps d’intégration par échantillon (voir annexe A, paragraphe A21)

Note. — Si en pratique l'oscillateur de référence utilisé a une meilleure stabilité que loscillateur essayé, toutes les
fluctuations de fréquence peuvent étre attribuées a 'oscillateur essayé et I’équation ci-dessus sera multi-
pliée par ./ 2.
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Page 83

Replace the text of Sub-clause 8.2.22.2 by the following :
8.2.22.2 Time domain measurements

8.2.22.2a) R.M.S. fractional frequency fluctuation

Purpose

To measure the short-term frequency stability of an oscillator i

Test circuit
Figures 30a, 30b and 30c, pages 20 and 21.

Procedure

Method 1: Tw
In this case, the phase

ations between the two oscillator signals (for Fourier

frequencies below the \ o/ low-pass filter). This signal may be examined by
analogue metk outinuous strip-chart recorder, r.m.s. voltmeter, or spectrum
analyzer) o d by time domain methods using a sampling type A/D
converger ontrolled sample averaging time 7, and the repetitive sampled measure-

by the measuxement\system, and the r.m.s. fractional frequency fluctuation is:

AF 1 1 M-1 5 |12
F—O(T)rms = 4n F, 7| (M=1) kZﬁ [[(p(tk+21) - (p(tk+1)] - [(P(:k+r) - (Ptk]] :,

where :

M = number of repetitive measurements
T = sample averaging time (see Appendix A, Sub-clause A2.1)

Note. — If in fact the reference oscillator used has much better stability than the unit under test, then all of the

frequency fluctuations can be attributed to the unit under test, and the equation above would be
multiplied by ./ 2.
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Méthode 2: Deux oscillateurs d des fréquences légérement différentes (figure 30b, page 21)

Dans ce cas, les deux oscillateurs que I’on compare sont normalement construits pour €tre
rigoureusement identiques, a la différence que I'un des résonateurs de contrdle est ajusté a
une fréquence légérement différente de l'autre. La sortie du mélangeur sera donc une
sinusoide dont la fréquence est la différence entre les deux fréquences d’oscillateur, habi-
tuellement choisie dans la gamme de 100 Hz a 10 kHz. On suppose qu’une petite différence
dans 'ajustage d’un résonateur a quartz ne modifie pas de fagon significative les caracté-
ristiques du bruit aléatoire de l'oscillateur.

Le nombre spécifié de mesures, M, de la période de la fréquence de battement est effectué
selon le temps d’intégration spécifié 7 (¢ doit étre un nombre entier de périodes de la
fréquence de battement). L’intervalle entre mesurages successifs, 7, sera normalement plus
long d’au moins une période de la fréquence de battement que l¢ ps d’intégration par
échantillon 7 (et peut étre plus long de deux périodes ou plus selon(la fréquence de battement

1

AF
F—O(T)eff - m X

ou:
7 = temps d’intégration par éghantillon

T
r = — = rapport de la durée d’&
T

F,, Fy+, = mesures successives de\la fe de ‘battemient intégrées pour le temps d’échantillonnage t
ons

de’ étroite peut étre inséré entre loscillateur de référence et le
ateur de phase. Pour des temps d’intégration 7 beaucoup .plus courts

température constante.

Précautions ]

La stabilité de fréquence a court terme d’un oscillateur étant une mesure trés sensible de la
pureté spectrale, il convient d’effectuer son mesurage dans des conditions précises de
conduite. Pour des ordres élevés de stabilité, il convient d’utiliser des enceintes blindées,
I'appareillage d’enregistrement étant placé hors de I’enceinte.

Conditions spécifiées

Les conditions d’essai suivantes sont prescrites dans la spécification particuli€re:

1) tension d’alimentation;
2) ondulation de la tension d’alimentation;
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Method 2: Two oscillators having slightly different frequencies (Figure 30b, page 21)

In this case, the two oscillators being compared are usually made to be essentially
identical, except that one of the controlling crystals is adjusted to a slightly different
frequency. Therefore, the output of the mixer will have a sinusoidal waveform whose
frequency is the difference between the two oscillator frequencies. This is commonly chosen
to be somewhere in the range from 100 Hz to 10 kHz. It is assumed that the small difference

in crystal unit adjustment will not significantly influence the random noise characteristics of
the oscillator.

The specified number of measurements, M, of the period of the beat frequency are made
using the specified averaging time 7 (7 should be an integral number of periods of the beat
frequency). The interval between successive measurements, 7, will usually be at least one
period of the beat frequency longer than the sample averaging time, 7 (and-may be two or
more periods greater depending upon the beat frequency and the rec ¢ of the
counter-data acquisition system). The fractional frequency fluctuatio

Q

AF o1 XI[IM‘l
Fo rms_\/Bz(r,/l) 2F0 (M'—l) \

where:
T = sample averaging time
B(r, ) = correction factor for dead time (se€ Appoudif
T = sampling period
T
r = — = ratio of sampling period to sample averag
T
Fy, F,+, = successive measure

Note. — As for Method 1,[=
the frequency fl

multiplied ;
Modification of Me

however, the.crystal\filter itself shall be free from excess noise, protected from mechanical
disturbances and ihtained at constant temperature.

Precautions

The short-term frequency stability of an oscillator is a very sensitive measure of the
spectral purity and as such should be performed under controlled conditions. For high

orders of stability, screened enclosures should be used, the recording apparatus being outside
the enclosure.

Specified conditions

The values of the following test conditions shall be stated in the detail specification:
1) power supply voltage;
2) ripple of supply voltage;



